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Ei kirjallisuutta !

0. Laboratoriotdiden suoritusvuosi.

1.Esitd lyhyesti

a) Cesium-taajuusnormaalin periaate

b) AD-muuntimen differentiaalinen epélineaarisuus
c) oskilloskoopin viivistetyn pyyhkdisyn periaate
d) kdyrdamuodon huippukerroin (crest factor)

e) taakkajénnite

2. Oskilloskoopeissa kéytettidvat mittapdit.

3. a) Laboratoriomittauksessa on reaalisen kondensaattorin kaksikomponenttisen sar-
jamallin mukaisiksi kapasitanssiarvoksi saatu Cs ja resistanssiksi R;. Miten ndistéd
arvoista saadaan vastaavat rinnakkaismallin arvot ?

b) Reaalisen kelan ominaisuuksia kuvaamaan kéytetdin induktanssia L ja sen kans-
sa sarjaan kytkettyi resistanssia R. Mittauslaitteen ominaisuuksien vuoksi Q-arvon
midrittdmistd varten joudutaan kelan kanssa sarjaan kytkeméén yliméddrdinen vas-
tus, joka on ideaalinen resistanssi Rq. Osoita, miten alkuperdisen kelan Q-arvo
saadaan laskettua mitatusta Q-arvosta.

4. Signaalin nousuaikaa mitataan oskilloskoopilla, jonka kaistanleveys on 20 MHz.
Mittauksessa kédytetddn mittapiété, jonka kaistanleveys on 20 MHz.

a) Mittaustulokseksi saadaan 32 ns. Miki on signaalin todellinen nousuaika ?
b) Mihin taajuuteen signaalin kaistanleveys on rajoitettava, jotta esitetylld laitteistolla

voitaisiin mitata nousuaika niin, ettd mittausmenetelmsstd aiheutuva virhe olisi al-
le 1% ?

5. Sinimuotoisen signaalin tehollisarvoa osoittamaan viritetylld jinnitemittarilla mita-
taan nollakeskiarvoisen, normaalijakautuneen kohinajénnitteen tehollisarvoa. Ko-
hinan tiheysfunktio on

1 e—u2 /(202)

pa)= o217

missid o on kohinajannitteen tehollisarvo.
a) Mitéd mittari ndyttdd ?
b) Miki on mittauksen suhteellinen virhe ?



